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Cwiczenie V. Pomiar charakterystyk I-V-T ogniwa slonecznego.

Cel ¢wiczenia: Wyznaczenie zaleznoéci parametrow ogniwa sfonecznego ( napiecia

rozwarcia, pradu zwarcia, maksymalnej mocy i sprawnos$ci) od temperatury ogniwa.

Uklad pomiarowy

Rys. 1. Uktad do pomiaru charakterystyk I-V-T ogniw stonecznych.

Przebieg ¢wiczenia

1. Pomiar charakterystyki ciemnej (Dark) ogniwa slonecznego.

e  Wiaczy¢ kolejno komputer, zrodto pradowe i oswietlacz (wlacznik oswietlacza znajduje
si¢ na ptycie tylnej oswietlacza).

e Ulokowac¢ ogniwo na stoliku o§wietlacza. Koncowki sondy opusci¢ na elektrode ogniwa
1 delikatnie dokrecic.

e  Wybra¢ ikone programu UniCellTester

e W zaktadce Options w Menu gldownym wecisna¢ przycisk Dark Options.

e W zaktadkach Forward Measurement i Reverse Measurement (pomiary w Kierunku
przewodzenia i zaporowym), ustali¢ zakresy pomiarow wg. wskazowek prowadzacego.

e W zakladce Save zdefiniowaé¢ nazwe pliku (File Name), nazwg serii pomiarowej (Series
name) i nazwe folderu (Save in). Nalezy pamigtaé, ze folder powinien by¢
podkatalogiem katalogu DARK, ktory znajduje si¢ w tym samym folderze co program
gtowny systemu UniCellTester.exe.

e W pozostate zaktadki nie nalezy ingerowac.

e Pomiar moze zostaé¢ rozpoczety badz przez wybor opcji z menu gtdwnego
Measurement/Dark measurement badz poprzez wcisnigcie przycisku Start Dark Meas.
Ustawienia i przycisk sa widoczne po wybraniu z panelu kontrolnego zaktadki Dark w
gornym rogu prawej strony ekranu (Rys. 2).
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Rys. 2. Przyktad charakterystyk ciemnych zmierzonych w obu kierunkach polaryzacji
ogniwa.

2. Pomiar charakterystyki jasnej (Light) ogniwa stonecznego.

e W zaktadce Options w Menu gldownym wcisna¢ przycisk Light Options.

e W zaktadkach Forward Measurement i Reverse Measurement (pomiary w Kierunku
przewodzenia i zaporowym), ustali¢ zakresy pomiarow wg. wskazowek prowadzacego.

e W zakladce Save zdefiniowaé nazwe pliku (File Name), nazwg serii pomiarowej (Series
name) i nazwe folderu (Save in). Nalezy pamigtaé, ze folder powinien by¢
podkatalogiem katalogu LIGHT, ktory znajduje si¢ w tym samym folderze co program
gtéwny systemu UniCellTester.exe.

e W pozostate zaktadki nie nalezy ingerowac.

e Ustawi¢ warto$¢ natezenia $Swiatta wg. wskazoéwek prowadzacego (wybra¢ opcje
LIGHT CTRL).

e Pomiar moze zosta¢ rozpoczety badz przez wybor opcji z menu gléwnego
Measurement/Light measurement badz poprzez wcisnigcie przycisku Start Light Meas.
Ustawienia i przycisk sg widoczne po wybraniu z panelu kontrolnego zaktadki Light w
gornym rogu prawej strony ekranu (Rys. 3). Rysunek ten przedstawia przyktady
pomiaréw ‘jasnych’ wykonanych w obu kierunkach z wlaczong funkcja prezentacji
charakterystyk I-V oraz P-V a takze przebiegu fluktuacji zrodta $wiatta w trakcie
skanowania charakterystyki.
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Rys. 3. Przyktad charakterystyk jasnych zmierzonych w obu kierunkach polaryzacji ogniwa.

3. POMIAR REZYSTANCJI SZEREGOWEJ OGNIWA
Jest to metoda opisana w normie IEC 60891.

e Wybra¢ zakladke Measurement i klikna¢ Series Resistance Determination.

e Nastawic¢ na o$wietlaczu warto$¢ 40 LIGHTCTRL i wykona¢ pomiar charakterystyki I-
V.

e Powtorzy¢ pomiar krzywej -V przy wartosci 70 LIGHTCTRL (por. Rys. 4).

e Zapisa¢ wyznaczong warto$¢ rezystancji szeregowej, ktora pojawia si¢ w goérnym
lewym rogu ekranu.
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Rys. 4. Przyktad wyznaczenia rezystancji szeregowej ogniwa.

4. APROKSYMACJA CHARAKTERYSTYKI I-V DO ROWNOWAZNEGO MODELU ELEKTRYCZNEGO

e 7 menu gldwnego wybraé¢ zaktadke¢ Analysis a nastepnie wcisng¢ przycisk Fitting
(Rys. 5.).
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Rys. 5. Przyktadowe dopasowanie krzywej I-V modelem dwudiodowym.

e Wybra¢ model dopasowania wg. wskazowek prowadzacego.
e Zapisa¢ parametry najlepszego dopasowania do wynikéw eksperymentalnych.
e Parametry dopasowania sag wyswietlane w oknie Model Params.

Uwaga: Parametry A1 i A2 to wspotczynniki idealnosci diody, zwigzane odpowiednio z
pradem dyfuzyjnym i z pradem rekombinacji.

5. POMIAR CHARAKTERYSTYKI |-V FUNKCJI TEMPERATURY

e W menu gtéwnym w zaktadce Measurement wybra¢ opcje Thermal Coefficient i dalej
Temp. Control

e Pojawi si¢ okno, w ktorym nalezy wybra¢ pomiar ze stabilizacjg temperatury PID
(por. Rys. 6).
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. Zapisa¢ otrzymane WyKresy zaleznosci
Power (51 % Voc(T), Isc(T), FF(T), n(T), Py(T). Podglad kolejnego
{7 Heating wykresu mozna wybra¢ rozwijajgc pasek Voc
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e W menu glownym w zaktadce Measurement wybra¢ opcje Thermal Coefficient i dalej
Thermal Coeff.
e Po wecisnieciu przycisku Calculate program oblicza wspotczynniki temperaturowe na
podstawie wykonanych pomiarow
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Nalezy zapisa¢ otrzymane wyniki.
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